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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études
48 de la CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements
électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/908/FDIS 48B/937/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et s
pas modifié avant 2003. A cette date, la publication sera

« reconduite;

e supprimeée;

¢ remplacée par une édition révisée, ou
e« amendée.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical
committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on Voting
48B/908/FDIS 48B/937/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be|
on Voting in the above table.

the Report

The committee has decided that the contents of the base publicati i endwents will

e reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
¢ amended.
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INTRODUCTION
Ajouter le nouveau texte suivant apres la figure 1:

Le guide 109 de la CEl met en évidence le besoin de réduire I'incidence d'un produit sur
I'’environnement naturel tout au long du cycle de vie du produit.

Il est entendu que quelques-unes des matiéres autorisées dans cette norme peuvent avoir un
effet négatif sur I'environnement.

Dés que les progrés technologiques conduiront & des alternatives
matiéres, celles-ci seront éliminées de la présente norme.

pour ces
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3 Références normatives

Ajouter les nouvelles références suivantes:

Guide 109 de la CEI:1995, Aspects liesa I'e . e en compte dans les normes
électrotechniques de produit

CEl 60512-11-7:1996, Composants iques”/ pour équipements électroniques —
Procédures d'essai de basé \ Partie 11: Essais climatiques — Section 7:

Sauf indication contraire dans la spécification particuliere, les critéres suivants doivent étre
appliqués:

Méthode: 1

Durée de I'exposition: 10 jours

NOTE Cette méthode est un essai de mélange de deux gaz.
H,S: 100 + 20 (10-9 vol/vol)
S0O,: 500 + 100 (10-° vol/vol)
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INTRODUCTION
Add, after Figure 1, the following new text:

IEC Guide 109 advocates the need to minimise the impact of a product on the natural
environment throughout the product life cycle.

It is understood that some of the materials permitted in this standard may have a negative
environmental impact.

As technological advances lead to acceptable alternatives for these/Mms a ey will be
eliminated from the standard.
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3 Normative references

Add the following new references:

IEC Guide 109:1995, Environmental aspec sion IN otechnical product standards

electronic equipment — Basic testing
ests — Section 7: Test 11g: Flowing

Unless otherwise spe€ified by the detail specification, the following details shall apply:

Method: 1
Duration of exposure: 10 days

NOTE This test is a method with two mixed gases.
H,S: 100 + 20 (109 vol/vol)
SO,: 500 + 100 (10-° vol/vol)
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Remplacer le tableau 3 existant par le nouveau tableau 3 suivant:

Tableau 3 — Nombre de spécimens requis

Pro- Paragra- Connexions non réutilisables Connexions réutilisables
gramme phes
d’essais Pour un Pour une gamme de Pour un Pour une gamme de
diamétre diamétres de fils diamétre diamétres de fils
de fil - . de fil - —
seulement Maximum Minimum seulement Maximum Minimum
Programme | 13.2.2.1 20et2 20et2 20et?2 20et?2 2 20et2
d’essais de (optionnel)2 | (optionnel)2 | (optionnel)2 | (optionnel)2 98 ionnel) (optionnel)a
base 13.2 5
13.2.2.2 2b et 2 et
(optionnel neI
Programme | 13.3.2.1.1 | 2 (optionnel)2 | 2 (optionnel)2 | 2 (optionnel)2 | 2 (opti 1)a ( neI Z}Ivglonnel)a
d’essais 13.3.2.1.2 20 20 20 0
complet 13.3.2.1.3 20 20 20 2 20
13.3 13.3.2.1.4 20 20 20 \ 20
13.3.2.2 0 t 2° 40° et 2
(op (optionnel)¢
a8 pour microsection
b pour recablage des connexions (avec le VO 12
¢ pour recéblage des connexions (avec le ntact, voir 12. ) et migrosection

13.2.2.1 Essai des connexions CA
ou non réutilisdbtes

Pour essayer le
(optionnel), et en Cor

Remplacer la premiére ligne par ce qui suit:

cessiblestles contacts réutilisables

ables, il est requis 20 spécimens et 2 spécimens
bacts qui admettent une gamme de diametres de fils
7 spécimens (optionnel).

Pour essayer les connexions CAD réutilisables, il est requis en complément 2 spécimens et 2

spécimens (optionnel).
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Replace the existing table 3 by the following new table 3:

Table 3 — Number of specimens required

Non-reusable terminations Reusable terminations
Test For one wire For arange of wire For one wire For arange of wire
Subclause . . . .
schedule diameter diameters diameter diameters
only ) — only ) —
Maximum Minimum Maximum Minimum
Basic test 13.2.2.1 20 and 2 20 and 2 20 and 2 20 and 2 2 2 20 and 2
schedule (optional)2 (optional)2 (optional)2 (optional)2 (optiona (optional)2

13.2

13.2.9.2 2b and 2 N 2b ahd 2
B (optionaly\ (optional)¢

Full test 13.3.2.1.1 2 (optional)2 | 2 (optional)2 | 2 (optional)2 | 2 (opti ah‘\ (o ion%a\\{,k{ptional)a
schedule | 13.3.2.1.2 20 20 20 2 20
13.3 13.3.2.1.3 20 20 20 \ 20 20
13.3.2.1.4 20 20 20 2 0 20

13.3.2.2 \&; an \/ 40b and 2
tioral)¢ (optional)¢

a  for microsection \/
b for repeated connection (with the same termination, seg| 12\2. WC)
¢ for repeated connection (with the same ter@f&n, ee 12(2.3) aRd osketion

N

13.2.2.1 Testing of non-
non-reusable

ith reusable or

Replace the first sente

For testing no
required, and addifio

tested, 20 specime

Replace the first line by the following:

For testing reusable ID terminations additionally 2 specimens and 2 specimens (optional) are
required.
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13.3.2.1 Essai des connexions CAD non accessibles des contacts réutilisables
ou non réutilisables

Remplacer la premiére phrase par ce qui suit:

Pour essayer les connexions CAD non réutilisables, il est requis 60 spécimens et 2
spécimens (optionnel), et en complément, si les contacts qui admettent une gamme de
diameétres de fils doivent étre essayés, 60 spécimens et 2 spécimens (optionnel).

Page 56

13.3.2.2 Essai complémentaire des connexions CAD non ag
des contacts réutilisables

Remplacer la premiére ligne par ce qui suit:

Pour essayer les connexions CAD réutilisables, il e
2 spécimens (optionnel).

O
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13.3.2.1 Testing of non-accessible ID connections with reusable or
non-reusable terminations

Replace the first sentence by the following:

For testing non-reusable ID terminations, 60 specimens and 2 specimens optional are
required, and additionally, if terminations suitable for a range of wire diameters are to be
tested, 60 specimens and 2 specimens (optional).

Page 57

13.3.2.2 Additional testing of non-accessible ID-connectiop
reusable terminations

Replace the first line by the following:

For testing reusable ID terminations additionally 40 spegin

@%@

gcimens (optional) are
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